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Совокупность изделий массового производства можно считать от­
крытой системой. Одна из целой .ппоизводства - достижение высокого 
качества. вариации характеристик качества изделий и, следователь­
но, появление брака определяются вариациями как внутренних (стан­
ки и оборудование, способы работы, способы контроля), так и внеш­
них (материалы и комплектующие) факторов.

3 производстве электронно-дучевыэу приборов (ЗЛИ) основной ис­
точник брака - катодно-подогревательный узел (КПУ). Надежность ЗЛИ 
определяется прежде всего надежностью его КПУ. Поэтому особое вни­
мание уделяют диагностированию КПУ, тем более что свойства катода 
как эмиттера электронов формируются уже в готовом ЗЛП в процессе 
откачки, термообработки и активирования. Как показывает причинно­
следственный анализ, надежность катода определяется в основном со­
стоянием внутрибаллонной среды (давление, состав остаточных газов), 
рабочей температурой катода и параметрами оксидного слоя на на* ло 
эксплуатации.

основные характеристики оксидного катода - работа выхода элек­
тронов ^ и степень ее однородности по рабочей поверхности. Как 
показывает анализ [1] , параметры, однозначно связанные при опреде­
ленных условиях с характеристиками оксидного катода, можно получать 
из накальных характеристик и кривых нарастания и спада катодного 
тока после включения и выключения накала.

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективными методами 
управления качеством массовой продукции являются статистические ме­
тоды [2] . Нэ Для их реализации необходимы автоматизированные уст­
ройства, позволяющие быстро измерять характеристг :и качества и вес­
ти их статистическую ооработку.

1я диагностирования КПУ ЗИП нами разработаны и изготавливают­
ся два типи измерителей эмиссионных параметров ЭДП. Измерители пер­
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вого типа автоматически измеряет, запоминают и выводят на экран 
монитора накальные характеристики, кривые нарастания и спада ка­
тодного тока, позволяют измерять на них параметры, характеризую­
щие запас эмиссии катода, степень его эмиссионной однородности, 
качество термообработки, устойчивость к отравлению, йх можно ис­
пользовать для отработки методик контроля качества черно-белых и 
цтзтных кинескопов. Измерители второго типа автоматически измеря­
ют, запоминают и выводят на цифровые индикаторы передней панели 
’рибора время достижения катодным током пооле включения накала 
уровня 5 мкА, скорость нарастания тока, вре-я спада катодного то­
ка до 50;» уровня после выключения накала, температуру подогрева­
теля КПУ. Краме того, прибор автоматически для всех измеренных па­
раметров рассчитывает и выводит на цифровые индикаторы среднеариф­
метические значения и стандартные отклонения, оа один измеритель­
ный цикл измеряются параметры четырех однокатодннх 2ЛП, запомина­
ются и обрабатываются параметры ста катодов. Устройства выполнены 
в виде одного блока размером 40x9x31 см ^боз монитора), вес не бо­
лее 5 "г, позволяют производить измерения в условиях цеха.
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